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 省エネルギー社会の実現に向けた蛍光灯代替技術として白色 LED（Light-Emitting Diode）
技術が広く世の中に普及してきている。一般的に白色 LED は、青色 LED と黄色蛍光体の
組み合わせで構成されており、その実現には青色 LED の材料である窒化ガリウム（Gallium 
Nitride; GaN）結晶の高品質化が大きく貢献してきた。現在 GaN 結晶の成長方法として主流









本論文は、X 線トポグラフィにより、市販のウエハレベル(300 µm)の膜厚を持つ GaN 結
晶中の転位を詳細に評価した。まず、Mo-Kαの実験室光源を用いて、GaN 結晶中に存在す






する必要があるが、GaN は Si 結晶等と比べて線吸収係数が大きく、非対称反射を用いた場
合、結晶中での透過距離が長くなり、十分な回折透過強度が得られないためである。 
そこで、バーガースベクトルの完全な決定のため、高エネルギーの X 線が利用できる放
射光 X 線トポグラフィを実行した。実験は SPring-8 BL08B2 でおこなった。用いた X 線の


























まず、Mo-Kα線を用いた X 線トポグラフィにより、市販のウエハレベル(300 µm)の膜厚












また、平成 27 年 1 月 20 日、論文内容およびこれに関連する事項について試問を行った
結果、合格と判定した。 
 
本論文におい 
 
